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Ramcové téma prace ¢. 23: XUV kontaktni mikroskopie v oblasti 300 az
500 eV

Typ prace: BP, VU

MozZné zaméieni: FE, OF

Vedouci prace, kozultant: doc. Ing. L. Pina, DrSc.?°
Pocet studentti: 1

Abstrakt: XUV mikroskopie otevira nové moznosti v biologickych a materidlovych vé-
déch. Néplni prace bude reserse mikroskopickych metod v oblasti XUV (Etreme
Ultra Violet, EUV and Soft X-Rays, SXR). Déle identifikace vhodnych aplikaci a
provedeni srovnani s ostatnimi mikroskopickymi metodami. Nakonec navrzeni a se-
staveni kontaktniho XUV mikroskop se submikronovym rozlisenim. Zdrojem zafeni
bude vysokoteplotni plazma v laboratofi kapilarniho vyboje na KFE.
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